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(57)【要約】
　超音波探触子の振動子の劣化を正確に検出する超音波
診断装置、超音波探触子の振動子劣化検出方法を提供す
るために、超音波を送受信する超音波探触子12と、超音
波探触子12から受信された反射エコー信号に基づいて断
層画像を構成する断層画像構成部22とを備える超音波診
断装置において、断層画像における複数の関心領域の輝
度を解析する輝度解析部30と、解析された輝度に基づい
て、超音波探触子の振動子が劣化しているか否かを判定
する判定部34とを備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受信する超音波探触子と、前記超音波探触子から受信された反射エコー信号
に基づいて断層画像を構成する断層画像構成部とを備える超音波診断装置において、前記
断層画像における複数の関心領域の輝度を解析する輝度解析部と、解析された輝度に基づ
いて、前記超音波探触子の振動子が劣化しているか否かを判定する判定部とを備えること
を特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記断層画像は、前記超音波探触子が空中放射状態である時に構成された断層画像であ
ることを特徴とする請求項1記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記複数の関心領域は、前記断層画像の多重反射領域に設定されることを特徴とする請
求項1記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記複数の関心領域は、スキャン方向に隙間なく等間隔に設定されていることを特徴と
する請求項3記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記判定部は、予め設定された輝度に基づくしきい値に基づいて、前記関心領域で算出
された輝度と前記しきい値とを比較し、前記関心領域に該当する前記超音波探触子の振動
子が劣化しているか否かを判定することを特徴とする請求項1記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記判定部は、各関心領域で算出された輝度を比較することにより、前記各関心領域に
該当する前記超音波探触子の振動子が劣化しているか否かを判定することを特徴とする請
求項1記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記判定部は、前記関心領域で算出された輝度の変化率に基づいて、前記関心領域に該
当する前記超音波探触子の振動子が劣化しているか否かを判定することを特徴とする請求
項1記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記超音波探触子の振動子が劣化している場合、警報情報を表示する表示部を備えるこ
とを特徴とする請求項1記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記判定部によって前記超音波探触子の振動子のいずれかが劣化していると判定された
場合、前記超音波探触子は超音波を送受信できないように制御されることを特徴とする請
求項1記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記超音波探触子の種類に応じて複数の関心領域が設定されることを特徴とする請求項
1記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記関心領域は前記超音波探触子の振動子のチャンネル数に合わせて分割され、前記判
定部は劣化している前記超音波探触子の振動子のチャンネルを特定することを特徴とする
請求項1記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　超音波探触子から受信された反射エコー信号に基づいて断層画像を構成するステップと
、前記断層画像における複数の関心領域の輝度を解析するステップと、解析された輝度に
基づいて、前記超音波探触子の振動子が劣化しているか否かを判定するステップを有する
超音波探触子の振動子劣化検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、超音波を用いて被検体を診断する超音波診断装置に関し、特に超音波探触子
の振動子の劣化を検出することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波探触子により被検体に超音波を送信し、被検体から生体組織
の構造に応じた超音波の反射エコー信号を受信し、断層画像を構成して表示する。
【０００３】
　超音波探触子の劣化を検出するために、まずファントムの断層画像に対応する画素値の
ヒストグラムデータを生成する。そして、生成されたヒストグラムデータと製品出荷時や
超音波探触子を交換したときに得たファントムの断層画像に対応するヒストグラムデータ
とを比較し、許容範囲を超えたとき超音波探触子が劣化していることを通知することが行
われている(例えば、特許文献1)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2002-306478号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献1では、ファントムの断層画像のヒストグラムデータを用いて超音波探触子の
劣化状況を測定しており、ファントムを用いて人為的に測定を行わなくてはならない。ま
た、ファントムの経年変化等の要因により超音波探触子の劣化状況を正確に検出すること
が困難だった。また、特許文献1では、超音波探触子全体の劣化については検出できるが
、超音波探触子の振動子の劣化については検出することが困難である。
　そこで、本発明では、超音波探触子の振動子の劣化を正確に検出することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の課題を解決するため、超音波を送受信する超音波探触子と、超音波探触子から
受信された反射エコー信号に基づいて断層画像を構成する断層画像構成部とを備える超音
波診断装置において、断層画像における複数の関心領域の輝度を解析する輝度解析部と、
解析された輝度に基づいて、超音波探触子の振動子が劣化しているか否かを判定する判定
部とを備える。
【０００７】
　なお、超音波探触子から受信された反射エコー信号に基づいて断層画像を構成するステ
ップと、断層画像における複数の関心領域の輝度を解析するステップと、解析された輝度
に基づいて、超音波探触子の振動子が劣化しているか否かを判定するステップを有する超
音波探触子の振動子劣化検出方法も考慮される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、超音波探触子の振動子の劣化を正確に検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の超音波診断装置の構成を示すブロック図。
【図２】本発明の関心領域の設定形態を示す図。
【図３】本発明の関心領域における輝度グラフを示す図。
【図４】本発明の関心領域における輝度グラフを示す図。
【図５】本発明の警報情報の表示形態を示す図。
【図６】本発明の実施例2の実施形態を示す図。
【図７】本発明の実施例3の実施形態を示す図。
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【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明を適用してなる超音波診断装置について、図を用いて説明する。図1は本発明を
適用した超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【実施例１】
【００１１】
　図1に示すように、超音波診断装置は、被検体10に当接させて用いる超音波探触子12と
、超音波探触子12を介して被検体10に時間間隔をおいて超音波を繰り返し送信する送信部
14と、被検体10から発生する時系列の反射エコー信号を受信する受信部18と、送信部14と
受信部18を制御する送受信制御部16と、受信部18で受信された反射エコーを整相加算する
整相加算部20とを備えている。
【００１２】
　また、整相加算部20からのRF信号フレームデータに基づいて被検体10の断層画像、例え
ば白黒(濃淡)の断層画像を構成する断層画像構成部22と、断層画像構成部22の出力信号を
表示部28の表示に合うように変換する白黒スキャンコンバータ24と、断層画像を時間情報
とともに記憶する画像記憶部26と、断層画像や計測情報などを表示する表示部28とを備え
ている。
【００１３】
　また、断層画像における関心領域の輝度を解析する輝度解析部30と、輝度解析部30によ
って解析された輝度に基づいて輝度グラフを作成するグラフ作成部32と、グラフ作成部32
によって作成された輝度グラフに基づいて、超音波探触子12の振動子が劣化しているか否
かを判定する判定部34と、判定結果に基づいて警報情報を作成する警報情報作成部36とを
備えている。
【００１４】
　さらに、超音波診断装置の本体1における上記各構成要素を制御する制御部38と、制御
部38に指示を与える操作部40と、操作部40で操作した操作情報を記憶する操作記憶部42を
備えている。操作部40は、各種キーを有したキーボードと、トラックボール等からなる。
【００１５】
　ここで、超音波診断装置について詳細に説明する。超音波探触子12は、複数の振動子を
配設して形成されており、被検体10に振動子を介して超音波を送受信する機能を有してい
る。送信部14は、超音波探触子12を駆動して超音波を発生させるための送波パルスを生成
するとともに、送信される超音波の収束点をある深さに設定する機能を有している。また
、受信部18は、超音波探触子12で受信した反射エコー信号について所定のゲインで増幅し
てRF信号すなわち受波信号を生成するものである。整相加算部20は、受信部18で増幅され
たRF信号を入力して位相制御し、一点又は複数の収束点に対し超音波ビームを形成してRF
信号フレームデータを生成するものである。
【００１６】
　断層画像構成部22は、整相加算部20からのRF信号フレームデータを入力してゲイン補正
、ログ圧縮、検波、輪郭強調、フィルタ処理等の信号処理を行い、断層画像データを得る
ものである。また、白黒スキャンコンバータ24は、断層画像構成部22からの断層画像デー
タをデジタル信号に変換するA/D変換器と制御コントローラを含んで構成され、取得され
た断層画像データをテレビ同期で読み出すものである。画像記憶部26は、白黒スキャンコ
ンバータ24によって変換された複数の断層画像を時間情報とともに記憶する。
【００１７】
　画像記憶部26に記憶されている断層画像が読み出され、表示部28に断層画像が表示され
る。操作者は、操作部40を用いて、表示部28に表示された断層画像に複数の関心領域を設
定する。操作部40は関心領域設定部として用いることができる。具体的には、図2に示す
ように、操作者は、操作部40を用いて、表示部28に表示されている断層画像50に複数の関
心領域52a～52pを設定する。画像記憶部26から読み出される断層画像50は、超音波探触子
12はリニア型探触子を用いて構成されたリニアタイプ(矩形)の断層画像である。
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【００１８】
　画像記憶部26から読み出される断層画像50は、超音波探触子12が空中放射状態である時
に構成された断層画像である。すなわち、超音波探触子12が被検体10に接触していない時
に構成された断層画像である。画像記憶部26は、例えば、超音波診断装置の起動時や終了
時、休憩時などの超音波撮影時以外の超音波探触子12が空中放射状態である時に超音波を
定期的に送受信して、超音波探触子12が空中放射状態である時に構成された断層画像を時
間情報とともに定期的に画像記憶部26に記憶している。例えば、画像記憶部26は、1日1回
、超音波探触子12が空中放射状態である時に構成された断層画像を記憶する。操作記憶部
42は、超音波の撮像条件(送受信の条件、画面表示の条件)を記憶する。操作記憶部42は、
操作部40の操作手順を記憶してもよい。操作記憶部42から撮像条件が読み出され、断層画
像構成部22は撮像条件に基づいて断層画像を構成するため、画像記憶部26は、同一の撮像
条件で構成された複数の断層画像を記憶することができる。よって、常に同じ撮影条件で
断層画像が画像記憶部26に記録されることを保障することができる。
【００１９】
　操作者は、操作部40のトラックボールを回転させることによって、複数の関心領域52a
～52pの位置を決め、操作部40のキーボードの確定キーを押すことによって、複数の関心
領域52a～52pの位置を確定する。そして、操作者は、操作部40のトラックボールを回転さ
せることによって、複数の関心領域52a～52pの大きさを決め、操作部40のキーボードの確
定キーを押すことによって、制御部38は複数の関心領域52a～52pの大きさを確定する。
【００２０】
　超音波探触子12が空中放射状態である場合、超音波探触子12の表面で超音波が反射し、
超音波探触子12にて受信される。すなわち、断層画像50の深度が浅い箇所(深度が数cm以
下)に多重反射領域54が生じる。なお、多重反射領域54は理論的には三重反射以上も想定
できる。
【００２１】
　操作者は、操作部40を用いて複数の関心領域52a～52pを多重反射領域54が生じている箇
所、すなわち深度が浅い箇所(深度が数cm以下)に設定する。複数の関心領域52a～52pは、
深度方向では同じ深度にそれぞれ設定され、スキャン方向では超音波探触子12の全ての振
動子をカバーできるように、断層画像50に隙間なく等間隔にそれぞれ設定される。操作者
は、操作部40を用いて複数の関心領域52a～52pの高さ(深度方向)及び幅(スキャン方向)を
任意に設定することもできる。このように、複数の関心領域52a～52pは、断層画像50の多
重反射領域54に設定される。例えば、複数の関心領域52a～52pのスキャン方向の幅を狭く
設定すれば、複数の関心領域の数が増えるため、より詳細に輝度を分析することができる
。
【００２２】
　例えば、超音波探触子12が128chの振動子で構成されているとすると、複数の関心領域5
2a～52pでは各関心領域が8chの振動子をカバーすることになる。このように、スキャン方
向では複数の関心領域52a～52pが隙間なく設定されている。
【００２３】
　また、複数の関心領域52a～52pを関心領域群として、まとめて設定することもできる。
複数の関心領域52a～52pがスキャン方向に横一列にまとめられたものを関心領域群とする
。つまり、関心領域群は、複数の関心領域52a～52pがスキャン方向に隙間なく等間隔に設
定されている。操作者は、関心領域群の深度を操作部40で指定すれば、複数の関心領域52
a～52pを一度に設定することができる。
【００２４】
　なお、制御部38は、断層画像50の多重反射領域54が生じている深度が浅い箇所に複数の
関心領域52a～52pを自動的に設定してもよい。具体的には、多重反射領域54が生じている
深度が浅い箇所は深度が数cm以下であるため、制御部38は、深度方向では深度が数cm以下
の範囲(例えば、2～3cm)で、且つスキャン方向では断層画像50に隙間なく等間隔に複数の
関心領域52a～52pをそれぞれ設定する。ここでは、制御部38は、スキャン方向に複数の関
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心領域52a～52pを設定し、関心領域の数を16個としたが、制御部38は、操作部40で入力さ
れたch数に合わせて、関心領域の数を任意に設定することもできる。例えば、4chの振動
子毎に関心領域をカバーするのであれば、操作者は、4chと操作部40で入力する。制御部3
8は、操作部40で入力された4chに合わせて、32個の関心領域を設定する。また、例えば、
2chの振動子毎に関心領域をカバーするのであれば、操作者は、2chと操作部40で入力する
。制御部38は、操作部40で入力された2chに合わせて、64個の関心領域を設定する。
【００２５】
　操作記憶部42は、断層画像50の多重反射領域54が生じている深度が浅い箇所に設定され
ている複数の関心領域(関心領域群)の位置や大きさを記憶する。制御部38は、操作記憶部
42に記憶された複数の関心領域(関心領域群)の位置や大きさを適宜読み出すことにより、
異なる時間に取得された断層画像に対しても、多重反射領域54に複数の関心領域(関心領
域群)を設定することができる。つまり、異なる時間に取得された断層画像50に同じ複数
の関心領域(関心領域群)を設定することができる。
【００２６】
　輝度解析部30は、複数の関心領域52a～52pにおける平均輝度をそれぞれ算出する。平均
輝度とは、関心領域内の輝度をピクセル毎に加算し、関心領域内のピクセル数で割ること
によって算出される値である。このように、複数の関心領域52a～52pの平均輝度がそれぞ
れ算出される。算出した複数の関心領域52a～52pにおける平均輝度を日時（時間情報）と
ともに記憶部(図示しない。)に記憶する。
【００２７】
　グラフ作成部32は、輝度解析部30によって解析された、複数の関心領域52a～52pで算出
され、記憶部に記憶された現在及び過去の平均輝度に基づいて、輝度グラフを作成する。
具体的には、図3に示すように、複数の関心領域52a～52pの輝度グラフを作成する。輝度
グラフの縦軸は輝度であり、横軸は時間(日)である。グラフ作成部32によって作成された
、複数の関心領域52a～52pで算出される平均輝度に基づく輝度グラフは、表示部28にそれ
ぞれ表示される。
【００２８】
　ここでは、図3における図示及び説明簡略のため、関心領域52a、関心領域52b、関心領
域52cの3つの輝度グラフについて、説明を行う。関心領域52aにおける輝度グラフは輝度
グラフaであり、関心領域52bにおける輝度グラフは輝度グラフbであり、関心領域52cにお
ける輝度グラフは輝度グラフcである。
【００２９】
　超音波探触子12が空中放射状態である時に超音波を定期的(例えば、1日1回)に送受信し
て構成された断層画像50を用いて解析しているため、断層画像50の取得に合わせて輝度グ
ラフも定期的(例えば、1日1回)に更新される。
【００３０】
　図3では、関心領域52aと関心領域52bにおける輝度はほぼ一定であるが、関心領域52cに
おける輝度は落ちている。超音波探触子12の振動子が劣化すると、劣化した振動子によっ
て得られた断層画像50の輝度が落ち、断層画像50が黒く抜けた状態になる。よって、操作
者は、関心領域52cにおける断層画像50を取得した超音波探触子12の振動子が劣化してい
ることを把握することができる。
【００３１】
　判定部34は、予め設定された輝度に基づくしきい値に基づいて、関心領域で算出された
輝度としきい値とを比較し、関心領域に該当する超音波探触子12の振動子が劣化している
か否かを判定する。
【００３２】
　関心領域52aにおける輝度がしきい値を上回った場合、判定部34は、関心領域52aに該当
する超音波探触子12の振動子は正常であると判定する。また、関心領域52cにおける輝度
がしきい値を下回った場合、判定部34は、関心領域52cに該当する超音波探触子12の振動
子が劣化していると判定する。
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【００３３】
　具体的には、図3に示すように、時間(T1)では、関心領域52aと関心領域52bと関心領域5
2cにおける輝度はしきい値を上回っているため、判定部34は超音波探触子12の振動子は正
常であると判定する。時間(T2)では、関心領域52aと関心領域52bにおける輝度はしきい値
を上回っているが、関心領域52cにおける輝度はしきい値を下回っているため、判定部34
は関心領域52cに該当する超音波探触子12の振動子は劣化していると判定する。
　なお、操作者は、操作部40を用いてしきい値(輝度)を任意に設定することができる。
【００３４】
　判定部34は、各関心領域で算出された輝度を比較することにより、各関心領域に該当す
る超音波探触子12の振動子が劣化しているか否かを判定する。関心領域で算出された輝度
の比較は、例えば、各関心領域で算出された平均輝度の比が用いられる。
【００３５】
　判定部34は、関心領域52aと関心領域52a以外の関心領域における平均輝度との比を算出
し、比が所定範囲内(0.8～1.2)であれば、判定部34は、関心領域52aに該当する超音波探
触子12の振動子は正常であると判定する。判定部34は、関心領域52aと関心領域52a以外の
関心領域における平均輝度との比を算出し、比が所定範囲外(～0.8、1.2～)であれば、判
定部34は、関心領域52aに該当する超音波探触子12の振動子は劣化していると判定する。
【００３６】
　具体的には、図3に示すように、時間(T1)では、関心領域52cにおける輝度と関心領域52
c以外の関心領域における平均輝度とを比較し、関心領域52cにおける輝度が関心領域52c
以外の関心領域における平均輝度の所定範囲内であるため、判定部34は、関心領域52cに
該当する超音波探触子12の振動子は正常であると判定する。時間(T2)では、関心領域52c
における輝度が関心領域52c以外の関心領域における平均輝度の所定範囲外であるため、
判定部34は、関心領域52cに該当する超音波探触子12の振動子が劣化していると判定する
。
【００３７】
　判定部34は、関心領域で算出された輝度の変化率に基づいて、関心領域に該当する超音
波探触子12の振動子が劣化しているか否かを判定することもできる。関心領域で算出され
る輝度の変化率とは、例えば、輝度グラフの傾きである。
【００３８】
　図4における、関心領域52cにおける輝度グラフは輝度グラフcに示すように、超音波探
触子12の振動子の劣化は、通常なだらかである。つまり、輝度の変化率が所定値以内であ
る。
【００３９】
　関心領域における輝度の変化率が所定値以上である場合、超音波探触子12の振動子が衝
撃により故障している場合と、超音波探触子12の超音波送受信面に超音波ゼリーなどの汚
れが付着している場合がある。表示部28は、関心領域における輝度の変化率が所定値以上
である場合、超音波探触子12の超音波送受信面の汚れを落としてくださいと表示してもよ
い。
【００４０】
　関心領域52cの輝度の変化率が所定値以上であると、操作者が超音波探触子12の超音波
送受信面の汚れを落とした上で、判定部34は当該関心領域における輝度について再判定を
行なう。
【００４１】
　図4に示すように、時間(T－1)～時間(T)では、関心領域52dにおける輝度の変化率が大
きく、所定値以上である。
【００４２】
　操作者は、超音波探触子12の超音波送受信面の汚れを落とした上で時間(T＋1)において
、関心領域52dにおける輝度を計測する。時間(T－1)～時間(T＋1)では、関心領域52dにお
ける輝度の変化率が小さく、所定値以下であるため、判定部34は、関心領域52dに該当す
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る超音波探触子12の振動子は正常であると判定する。
【００４３】
　図示しないが、時間(T－1)～時間(T＋1)においても、関心領域52dにおける輝度の変化
率が大きく、所定値以上である場合、判定部34は、関心領域52dに該当する超音波探触子1
2の振動子は故障していると判定する。
【００４４】
　上記のように、しきい値による判定、比較による判定、変化率による判定の判定手法を
説明したが、操作者は、判定部34のこれらの判定手法を選択することができる。また、判
定部34の判定手法に優先順位をつけて優先順位の順に判定手法で判定することができる。
例えば、判定部34は、しきい値による判定を行なった後、変化率の判定を行なうことがで
きる。
【００４５】
　警報情報作成部36は、判定部34の判定に基づいて、超音波探触子12の振動子が劣化して
いる場合、警報情報(アラーム)を作成し、表示部28は警報情報を表示する。
【００４６】
　警報情報作成部36は、判定部34により超音波探触子12の振動子が劣化していると判定さ
れた場合、「探触子が劣化している可能性があります。」の警報情報であるメッセージ60
を作成する。表示部28はメッセージ60を表示する。
【００４７】
　警報情報作成部36は、表示部28に表示された超音波探触子モデル62に警報情報を付加し
て作成することもできる。超音波探触子モデル62とは、超音波探触子12を模式化したもの
である。超音波探触子モデル62の端部には、振動子が模式化されて表示されている。
【００４８】
　複数の関心領域52a～52pでは各関心領域が8chの振動子をカバーしているとすると、例
えば、関心領域52cにおける輝度がしきい値を下回っており、判定部34は関心領域52cに該
当する超音波探触子12の振動子は劣化していると判定した場合、警報情報作成部36は関心
領域52cに該当する振動子のチャンネル66(17ch～24ch)を表示部28に表示させる。
【００４９】
　また、警報情報作成部36は超音波探触子12のどこの振動子か直感的に把握できるように
、関心領域52cに該当する超音波探触子モデル62の振動子に劣化マーク64を表示部28に表
示させることもできる。
【００５０】
　以上、本発明によれば、超音波を送受信する超音波探触子12と、超音波探触子12から受
信された反射エコー信号に基づいて断層画像を構成する断層画像構成部22とを備える超音
波診断装置において、断層画像における複数の関心領域の輝度を解析する輝度解析部30と
、解析された輝度に基づいて、超音波探触子の振動子が劣化しているか否かを判定する判
定部34とを備える。よって、超音波探触子12の振動子の劣化を正確に検出することができ
る。
【００５１】
　なお、判定部34によって超音波探触子12の振動子のいずれかが劣化していると判定され
た場合、制御部38は、超音波送受信部16を介して、超音波探触子12から超音波を送受信で
きないように制御することができる。操作者は、劣化した超音波探触子12を用いて超音波
診断装置を使用することができなくなり、超音波診断装置のサービス員を呼ばなくてはな
らない状況を生むことができる。そのため、劣化していない超音波探触子12を用いて常に
超音波診断を行うことができる。
【実施例２】
【００５２】
　ここで実施例2について図6を用いて説明する。実施例1と異なる点は、超音波探触子12
の種類に応じて複数の関心領域が設定される点である。超音波探触子12の種類(形状)に合
わせて関心領域の形状及び配置が設定される。
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【００５３】
　実施例1では、超音波探触子12がリニア型であったため、矩形状の関心領域52a～52pが
スキャン方向に横一列に直線上に配置した。
【００５４】
　本実施例では、図6(a)に示すように、超音波探触子12がコンベックス型(扇状)であると
、断層画像50はコンベックスタイプ(扇形)となる。そこで、断層画像50の形状に合わせて
扇状の関心領域72a～がスキャン方向に扇状に湾曲して設定される。複数の関心領域72a～
は、多重反射が生じている箇所、すなわち深度が浅い箇所(深度が数cm以下)に設定される
。複数の関心領域72a～は、深度方向では同じ深度にそれぞれ設定され、スキャン方向で
は超音波探触子12の全ての振動子をカバーできるように、断層画像50に隙間なく等間隔に
それぞれ設定される。
【００５５】
　また、複数の関心領域72a～を関心領域群として、まとめて設定することもできる。複
数の関心領域72a～がスキャン方向に扇状に湾曲してまとめられたものを関心領域群とす
る。操作者は、関心領域群の深度を操作部40で指定すれば、複数の関心領域72a～を一度
に設定することができる。
【００５６】
　また、図6(b)に示すように、超音波探触子12がラジアル型(円状)であると、断層画像50
はラジアルタイプ(円形)となる。そこで、断層画像50の形状に合わせて扇状の関心領域72
a～がスキャン方向に円状に湾曲して設定される。複数の関心領域76a～は、多重反射が生
じている箇所、すなわち深度が浅い箇所(深度が数cm以下)に設定される。複数の関心領域
76a～は、深度方向では同じ深度にそれぞれ設定され、スキャン方向では超音波探触子12
の全ての振動子をカバーできるように、断層画像50に隙間なく等間隔にそれぞれ設定され
る。
【００５７】
　また、複数の関心領域76a～を関心領域群として、まとめて設定することもできる。複
数の関心領域76a～がスキャン方向に円状に湾曲してまとめられたものを関心領域群とす
る。操作者は、関心領域群の深度を操作部40で指定すれば、複数の関心領域76a～を一度
に設定することができる。
【００５８】
　本実施例によれば、超音波探触子12の種類(形状)に合わせて関心領域の形状及び配置が
設定されるため、超音波探触子12の種類(形状)に適した関心領域で超音波探触子12の振動
子の劣化を正確に検出することができる。
【実施例３】
【００５９】
　ここで実施例3について図7を用いて説明する。実施例1、2と異なる点は、関心領域は超
音波探触子12の振動子のチャンネル数に合わせて分割され、判定部34は劣化している超音
波探触子12の振動子のチャンネルを特定する点である。
【００６０】
　例えば、図7に示すように、関心領域52cにおける輝度がしきい値を下回っており、判定
部34は関心領域52cに該当する超音波探触子12の振動子は劣化していると判定した場合、
関心領域52cをさらに分割する。各関心領域が8chの振動子をカバーしているため、関心領
域52cをチャンネルの数に合わせて8分割する。
【００６１】
　そして、分割された関心領域について、輝度解析部30は平均輝度をそれぞれ算出する。
判定部34は、予め設定された輝度に基づくしきい値に基づいて、分割された関心領域で算
出された輝度としきい値とを比較し、関心領域に該当する超音波探触子12の振動子が劣化
しているか否かを判定する。
【００６２】
　ある関心領域における輝度がしきい値を下回っていれば、判定部34は関心領域に該当す
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る超音波探触子12の振動子は劣化していると判定して、超音波探触子12の振動子のチャン
ネルを特定する。
【００６３】
　警報情報作成部36は、劣化している振動子のチャンネルがどこであるかを表示する。判
定部34により20chの超音波探触子12の振動子が劣化していると判定された場合、例えば、
警報情報作成部36は「20chが劣化している可能性があります。」の警報情報であるメッセ
ージ80を作成する。
【００６４】
　本実施例によれば、関心領域は超音波探触子12の振動子のチャンネル数に合わせて分割
されているため、操作者は劣化している超音波探触子12の振動子のチャンネルを特定する
ことができる。
【符号の説明】
【００６５】
　10　被検体、12　超音波探触子、14　送信部、16　超音波送受信制御部、18　受信部、
20　整相加算部、22　断層画像構成部、24　白黒スキャンコンバータ、26　画像記憶部、
28　表示部、30　輝度解析部、32　グラフ作成部、34　判定部、36　警報情報作成部、38
　制御部、40　操作部、42　操作記憶部

【図１】 【図２】
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摘要(译)

为了提供一种超声诊断设备和方法，该超声诊断设备和方法用于检测超
声探针的换能器的劣化，从而可以正确地检测超声探针的换能器的劣
化，或者通过该超声诊断装置可以正确地检测超声探针的换能器的超声
诊断设备，该超声诊断设备包括用于发送和发送信号的超声探针12。 接
收超声波，并且断层图像构建部件22，用于根据由超声探头12接收的反
射回波信号来构建断层图像，亮度分析部件30用于分析断层图像中多个
关注区域的亮度，以及 判断部34，用于根据分析出的亮度来判断超声波
探头的振子是否劣化。
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